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EMENTA

Métodos Opticos e espectroscopicos: espectroscopia de absor¢cdo e emissdo, espectroscopia infravermelho (1V), ressonancia
magnética multinuclear (RMN) de liquidos e sélidos. Métodos envolvendo raios-X: difragéo, fluorescéncia e absorgao de raios-X.

OBJETIVOS

Familiarizar o estudante em relagdo aos principais conceitos relacionados Métodos Opticos e espectroscopicos e de raios-X. Capacita-
lo a compreender os processos de caracterizagao de diferentes materiais aplicando as técnicas de espectroscopia infravermelho (IV),
ressonancia magnética multinuclear (RMN), difragéo, fluorescéncia e absorgao de raios-X.

CONTEUDO PROGRAMATICO

Principios de espectroscopia

Interagcdo das moléculas com a radiagéo eletromagnética
Fundamentos da espectroscopia no ultravioleta

Introdugéo a espectroscopia no infravermelho

Mecanismo de absorgao no infravermelho

Espectrometros de infravermelho/Preparo de amostras
Interpretagédo de espectros de infravermelho

Introdugéo a Ressonancia Magnética Nuclear — RMN

RMN 1H - Deslocamento quimico e hidrogénios equivalentes
RMN 1H - Constante de acoplamento e desdobramento de sinais
RMN de carbono 13

Introdugéo aos sélidos simples

Solidos Simples

Introdugéo a Difragdo de Raios X

Principios de Difragédo de raios. Nogbes de absorgdo de Raios X.

METODOLOGIA DE ENSINO E RECURSOS AUXILIARES

As aulas serdo expositivas e ministradas em data-show e quadro-negro. O Portal Didatico sera utilizado para disponibilizar os arquivos
das aulas ministradas em data-show, listas de exercicios, outras atividades e informagdes.

FORMA E CRONOGRAMA DE AVALIAGAO

Durante o curso seréo aplicadas 4 avaliagdes, sendo trés provas e um seminario. Cada avaliag&o tera um valor igual a 10 (dez) pontos:
A1, A2, A3 e A4.

A média final sera obtida pela soma das notas de todas avalia¢des dividida por 4 (numero de avaliagées);

Se a média final (MF) das quatro avaliagdes (A1, A2, A3 e A4) for maior ou igual a 6 o aluno estara automaticamente aprovado. Caso
contrario, se P < 6,0 o aluno podera fazer uma prova substitutiva no valor de 10 pontos, envolvendo todo o conteido do semestre, para
substituir a menor nota obtida entre as avalia¢des regulares. Sendo mantida a maior nota.
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